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図１６無機材料の分析・評価法を選ぶためのフローチャート
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化学分析，熱重過分析

砿魁分析
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ＬＣ・ＧＣ－ＭＳ

ＡＡ，吸光光度

放射化分析
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分析機能付電子顕微鏡
主成分

微鼠成分

表面
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(０～１牌、）(＞0.1％）表面
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＞１牌、

＜１ｍｍ表面層 ＲＢＳ
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表面観察
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万能測定顕微鏡

(＜0.1％）
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ＯＥＳ

測長・形状評価

超高分解能干渉顕微鏡
高糖度高さ測定

吸着原子・分子
表面の原子配列
表面電子状態
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く数似、

２０牌、

状態ｏ

最表面（０～20Ａ）

最表面

表面層

バルク

構造
表面厨（０～10浬、）

バルク

内部観察

（薄片）

ミクロ組織・結晶構造
透過電子顕微鏡

局所分析
分析機能付電子顕微鏡

凹凸

内
表
部
面

１似、以下

平面・局所
走査トンネル顕微鏡

表面観察

局所精密観察

広視野観察

高分解能走査電子顕微鏡

汎用型走査電子顕微鏡

部
面

１牌、以下

１似、以上

内部観察
超音波顕微鏡

高温度での観察

高解像度観察

高焦点深度

内
表

超高温顕微鏡

１解、以上

レーザー走査顕微鏡


























































